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大量科研人员实验
提供实验数据

核数据评价质量
不断提升

应用多个领域
惠及社会大众
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搭建了2 mm电极间距的单层雪崩电离室测试系统，基于252Cf放射源与半导体探测器，进行
了长时间、不同状态下的测试，获得了该探测器的性能指标。
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不同电压、气压下裂变信号幅度与上升时间的变化规律@ 2 mm单层雪崩电离室

每个点大于1天测量时间，摸清了最佳工作状态  (99.99%C3F8+3SCCM)

气压在400~500 Pa、电压接近500 V时性能最好，裂变波形上升时间小于2 ns，幅度均值大于200 mV。
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小角度测试：半导体的α/fission甄别阈在80 mV，测得半导体和PPAC的裂变碎片比约为：0.98。即

98%的裂变碎片能够被单层雪崩电离室探测到。

金硅面垒探测器幅度谱（ETh=50 mV） PPAC探测器α、fission计数（50 mV≤Ecutoff≤80 mV ）
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小角度测试：当ETh=150 mV，半导体和PPAC有用信号均为裂变信号,当150 mV≤Ecutoff≤900 mV时，半

导体的fission计数26490，当10 mV≤Ecutoff ≤650 mV时，PPAC的fission计数26054。此时半导体和PPAC

的裂变碎片比约为：0.98

金硅面垒探测器幅度谱（ETh=150 mV） PPAC探测器fission计数
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大角度测试（接近实际工作状态）：相同的半导体触发范围内，25 mV≤Ecutoff≤ 86 mV半导体的α

计数率大约为460 cps；PPAC探测到的阿尔法计数率大约为0.15~0.26 cps。不同状态下α抑制能力在

1700~3000之间。 PPAC与半导体探测器的裂变碎片比值：98%。
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采用1.5 mm间距后，PPAC信号幅度大幅减小，裂变信号探测效率显著降低，不足20%，
已不适用于此方案。
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本工作在郑普、朱通华、肖军、孙君杰、杨杰成等同事的指导与帮助下完成！
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